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THEORETICAL REFERENCE LINE
Theoretische Bezugslinie
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ES;E @Eégmugf fyco Electronics AMP - No.
MATED W ITH SHELL HALF 2, 90°
7 passend zu Abschirmblech 2, 90° 1418663
MATED W ITH CONTACT HSG
8 passend zu Konfaktfr ager 1418659
MATED W ITH FERRULE
0 passend zu Huelse B 7Le _
_ I anl
SHELL HALF 1, 90° 0,0018 0-1416662-"1 A STAINLESS STEEL; 0,37 BLANK
Benennung Masse [kg] BesgioiNr REV Werkstoff Oberflaeche/Farbe
TITLE MASS [kagl URDERLNU ’ MATERIAL SURFACE /COLOUR

/\

T ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION AUTHORITATIVE
MaRgebend isf der deufsche Text

2 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED wITH ()

ARE DOCUMENTED

IN THE EMPB.

NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED

BUT NOT DOCUMENTED

IN THE EMPB.

DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.

Funkfionsbestimmende MalRe, die mit C)
gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert.

Nicht gekennzeichnete MaRe werden ebenfalls aus-
aber nicht im EMPB dokumentiert.

gemesseft,

Abweichungen sind zu korrigieren.

3 MEASUREMENTS MARKED W ITH »k< HAVE TO BE USED

FOR MACHINE CAPABILITY STUDIES IN THE EMPB
MaBe, die mit >k< gekennzeichnet sind, werden

fuer Maschinenfaehigkeifsnachweise im Rahmen des

EMPR verwendef

A WARPAGE PERMITTED MAX. -0.5MM

Verzug zulaessig max.

-0.5mm
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NOTES
Bemerkungen

A INTERSECTIONS CAN DEVIATE FROM THE THEORETICAL REFERENCE LINE
IN DESIGN AND GEOMETRY ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE
LAYOUT AND THE NECESSARY OVERLAPPING FOR EMV-SCREENING
Schniffflaechen koennen je nach Anfordung des Layoufs und der
notwendigen Ueberlappung zur EMV-Abschirmung in Form und
Geomefrie von der theorefischen Bezugslinie abweichen

A DEVIATION OF ANGLES FOR THE HALFPIPE O

W inkelabweichung fuer Halbschale

o

45
0 =5

o

THIS DRAWING [S A CONTROLLED DOCUMENT. DWGN Poth 08JUNZ005 -
- 7RUE2003 =TE o
DIMENSTONS: TOLERANCES UNLESS J“WoueF
MASSE INHE I TEN: OTHERWISE SPECIFIED: APVD _ NAME
i e R SHELL HALF 1, 90 DEGREE, SOCKET HSG.
! 7 150 2768m |PRODUKTSREZ, Schirmblech 1, 90 Grad, Buchsengehaeuse
> i 108-186859 -
E 3 —+ APPLICATION SPEC
_ VERARBE I TUNGSSPEZ.
els g, 14-18565-1 S O CinNgs . ok rugs
MATERTAL FINTSH/OBERFLAECHE /FARBE évEEWI‘GE:TT ﬂ8 g A 2 ©:ng8662 B
SEE TABLE SEE TABLE — S
CUSTOMER DRAW ING /KUNDENZE ICHNUNG [Sibes 1 |55 1 W90 X

1471-9 (3/13)




Mouser Electronics

Authorized Distributor
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https://www.mouser.com/te-amp-connectors
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